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(57) Abstract: The invention relates to a method for determining 
the positioning of contact surfaces on the active upper face of a 
semiconductor chip that is located in or on a housing. According to 
said method, semiconductor chip data, contact surface data, hous- 
ing data and production data are first uploaded and an image of an 
electronic component is determined from said data. The position- 
ing of the contact surfaces in said image of the electronic compo- 
nent is then determined. The contact surface positioning data that 
has been determined in this manner is then made available for sub- 
sequent production and/or design processes. 

(57) Zusammenfassung: Bei einem erfindungsgemaBen Verfah- 
ren zum Bestimmen der Anordnung von Kontaktflachen auf der 
aktiven Oberseite eines in oder auf einem Gehause angeordneten 
Halbleiterchips werden zunachst Halbleiterchipdaten, Kontakt- 
flachendaten, Gehausedaten und Fertigungsdaten eingelesen, aus 
denen dann ein Abbild eines elektronischen Bauteils bestimmt 
wird. Dann wird die Anordnung der Kontaktflachen in diesem 
Abbild des elektronischen Bauteils bestimmt Die so bestimmten 
Kontaktflachenanordnungsdaten werden fur nachfolgende 
Herstellungs- und/oder Enrwurfsprozesse bereitgestellt. 
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